
  
                                   RESUME  DE LA FORMATION
                “ MAXI INNOVATIONS, MINI COUTS DE PRODUCTION “
              SUR LES FERMES DE Christophe PIOU et frédéric THOMAS

- 2 demie-journées sur le terrain, animées par Christophe PIOU,
                                                        sur sa ferme et celle de Frédéric THOMAS :

  Par des observations de profils de sols, de cultures très diverses et de couverts végétaux 
multiples, Christophe vous précisera leur organisation concrète et les pratiques leur permettant 
d’améliorer, sans perte de temps ni complication, la fertilité naturelle de leurs sols.
 
  Il expliquera comment ils testent puis mettent en oeuvre les leviers les plus efficaces pour 
abaisser les coûts unitaires de production et ainsi maximiser le revenu.
 
  Il vous détaillera leur conduite du Semis Direct sous Couvert Végétal et des double-cultures.
Notamment et concrêtement : comment bien réussir les semis pour assurer un bon démarrage 
des cultures, pallier les limaces et autres ravageurs (insectes), garder des parcelles toujours 
propres, supprimer les insecticides, minorer les fongicides au profit de solutions naturelles plus 
efficaces et moins coûteuses, et plein d'astuces issues de 20 ans de pratique avec l' expérience 
et l'expertise de Frédéric THOMAS.
  Vous pourrez voir des semoirs à disques, à dents, à la volée, monograine, strip-till et le résultat
de leur travail.
Il présentera aussi leur dernière innovation majeure pour encore mieux valoriser les couverts 
végétaux : l’élevage de brebis en plein-air intégral, demandant très peu de travail, très rentable
et qui accélère la revitalisation et donc l’autofertilité des sols.

  Et bien sûr, il répondra à vos questions …

 - 2 demie-journées en salle, en alternance avec le terrain, animées par Stéphane AISSAOUI :

  Synthèse de toutes les connaissances essentielles et indispensables pour bien comprendre le 
fonctionnement des sols vivants et la logique à respecter dans sa mise en oeuvre pour réussir 
sans faire d’erreur.
  Voir la présentation détaillée ci-jointe.


